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摘要(译)

本发明公开了一种显示器阵列基板的外围测试线路以及液晶显示面板。
该显示器阵列基板的外围测试线路包括：多组测试信号线，每组测试信
号线由隔开间隔设置的第一测试信号线和第二测试信号线组成；多条测
试垫引线，每条测试垫引线设置在相应组的第一测试信号线和第二测试
信号线的间隔处，且每条测试垫引线与第一测试信号线和第二测试信号
线连接、不与其他组的第一测试信号线和第二测试信号线重叠；多个测
试垫，每个测试垫设置在相应的测试垫引线上。本发明的外围测试电路
改善了现有外围测试电路中测试垫引线与测试信号线具有重叠跨接、容
易造成静电释放而导致测试垫引线与测试信号线短接的问题，能够降低
静电释放的击伤风险。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e380cc8f-1e22-4dc1-89d1-65383044f0a9
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051466043/publication/CN104035217B?q=CN104035217B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN104035217B

